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Scopo del Test

* |l gruppo di Pisa sta sviluppando un test da eseguire presso |'azienda di produzione.

* Lo scopo del test e verificare la qualita costruttiva delle schede (principalmente la connettivita
elettrica).

* |l primo lotto di produzione aiutera a definire I'intervallo di validita di alcune caratteristiche
delle schede (ad esempio, il range del piedistallo misurato dagli ADC) e a correggere eventuali
problemi di produzione.

* Ognischeda che non supera i test di qualita sara contrassegnata come non conforme.

* |testincluderanno:

o Verifica dell'assorbimento della scheda

o Il test di tutte le connessioni da e verso le altre schede.

o La verifica che il firmware possa essere caricato utilizzando entrambi i metodi previsti
(USB-Blaster e tramite MiniSAS).

o |l controllo della corretta lettura dagli ADC (low-gain e high-gain).

o Verifica della corretta misura temporale tramite il TDC implementato nell’FPGA.
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| | te St Abbiamo sviluppato:
* Una versione del firmware del digitizer dedicato al tests.

Il firmware della scheda di test-bench ed una mezzanina per la scheda
Il software per eseguire il test.
e Una scatola stampata in 3D per contenere le schede di test




Hardware del test

MPSoC Module with AMD Zynq™
UltraScale+™ ZU4EV-1E
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UltralTX+ Baseboard for Trenz Electronic TE080X
UltraSOM+




Sequenza del test

Il test e controllato da un’unica applicazione software in esecuzione su un laptop; 'operatore
deve solo collegare tutti i cavi, accendere 'alimentatore e avviare il test che:

1.
2.
3.

Verifichera la corrente assorbita dall’alimentatore.

Programmera I'FPGA del digitizer con il firmware di test utilizzando |I’"USB-Blaster.
Inviera pattern di segnali pre-programmati tramite la scheda mezzanina ai 12 canali del
digitizer per verificare il numero di hit rilevati dal TDC e controllare il cross-talk.

. Misurera il piedistallo di ciascun canale ed impulsera ogni canale (3 possibili impulsi: 100

mV, 800 mV, 900 mV) per verificare i valori misurati dagli ADC.

. Testera tutti i connettori della scheda inviando e rileggendo lo stesso pattern.
. Attivera un emulazione del calibratore per verificare le connessioni dal connettore del

calibratore ai canali del digitizer.

. Programmera I'FPGA del digitizer con il firmware ufficiale utilizzando la connessione

MiniSAS.




Software di test
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Firmware File: HK_DD_12CH_V1R0_TESTBENCH_TOP.bit xc7k70t_0

TCLFile: load_firmveare.tcl

Firmware File (MINISAS): HK_DD_12CH_VIRO_TESTBENCH_TOP.bit xc7k70t_0

TCL Fila (MINISAS): load_minisas.tcl

Load Firmware

passo.



Generazione degli impulsi

® | FPGA Pattem Editor 2 X

Fattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 5 Pattern 6 Repetition: 1 *  Time: 100ms v Write Memories o0 WM  Save patterns Close
Reload default Reload default  Reload defauft Reload defauft Reload defauft  Reload defauft | Load5->3 | Load 6->4

* Questo pannello di controllo genera la
sequenza di impulsi utilizzata per testare la
lettura del segnale da ciascun canale del
digitizer.

* Lasequenza diimpulsi viene confrontata con i
contatori interni al digitizer.
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Pattern active: 4/6

Editor rows HIGH: 128

Editor rows LOW : 128

Interleaved preview words (H/L): 256
Repetition: 1

Time: 100 ns (code=2)

UDP packets for this pattern: 512 1 Sumy Dospay Macgue ™ igger 3 cusos B Messure B9 Math

Counts per bit (bit0..bit17) on UDP data words: v
[12, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10]

First 16 UDP data words:
000: high idx=000 data=0x00000001
001: high idx=001 data=0x00000000
02: hink ide=007

* Questa schermata e visibile solo agli esperti.
* Lazienda utilizzera un pattern predefinito e vedra
soltanto se il test e stato superato o meno.

| Segnale in uscita
. dalscheda di test
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Sommario

e La procedura del test e definita
e Stiamo ultimando lo sviluppo dei codice per i test del delle schede
* |l test delle prime schede prodotte sara eseguito da noi insieme agli operatori dell'azienda
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